
JIS1級対応の差動トランス式伸び計を

ラインアップに追加

差動トランス式伸び計

DT シリーズ

金属引張試験規格JIS Z 2241では耐力測定時の伸び計は2級以上、ISO 6892-1では等級1級以上と規定されています。

伸び計DTシリーズは、伸び計等級1級に対応した差動トランス式伸び計であり、金属引張試験規格に対応した

試験法が行えます。

C221-4578

伸び計等級1級に対応
JIS B 7741、ISO 9513の1級（指示値の±1％、または±3μmの
いずれか大きい方）に対応しています。

ひずみ速度制御試験方法に対応

JIS B 7741の附属書JB(参考)の「ひずみ速度制御による試験速度
(方法A)」及びISO 6892-1のMethod Aに対応した試験が可能です。

※X型制御装置が必要です
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ひずみ制御試験0.025%/s結果（ST50-2-45）

油圧式万能試験機
UH-X/FXシリーズ
200kN ～ 4000kN

精密万能試験機
AG-Xシリーズ床置タイプ
250/300kN



DT50-10-10（構造B：4点支持方式） DT50-2-25（構造C：3点支持方式）

伸び計等級1級・ひずみ制御への対応について

1級

UH-X/FXシリーズ／AG-Xシリーズ UH-Iシリーズ／AG-Iシリーズ

ESAアンプをご使用ください。
精度1級は次の測定範囲で対応します。
・ DT50-10：0～1mm
・ DT50-5：0～1.25mm
・ DT50-2：0～1mm
・ DT50-50は対応しません。

X型制御装置へのリフレッシュの上、
UH-X/FX、AG-X用内蔵アンプまたは
ESAアンプをご使用ください。

X型制御装置へのリフレッシュの上、
UH-X/FX、AG-X用内蔵アンプまたはESAアンプを
ご使用ください。

UH-X/FX、AG-X用内蔵アンプまたは
ESAアンプをご使用ください。

それ以前の試験機

差動トランス式伸び計DTシリーズを使用して、等級1級対応・ひずみ速度制御を行う場合は、下表のように、ご対応をよろしくお願いします。

仕様

ひずみ制御

測定範囲：最大25mm（4種類）
標点距離：50mm
精　度　：伸び計等級1級

  （指示値の±1％以内または
  ±3μmのいずれか大きい方）

※1）精度はアンプと同時に校正時のものであり、既納品

アンプの場合には現地での校正作業が必要です。

※2）本DT伸び計対応アンプは、UH-X/FX、AG-X用内蔵アンプ

およびESAアンプとも最新のものが必要です。

         既納品アンプには対応できない場合があります。

※3）本DT伸び計は破断には対応していません。
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DT50-50-45（構造A：4点支持方式）

注） 試験片は、伸び計を取り付けた時変形しない剛性を持つものとします。

DT50-50-45（構造A：4点支持方式）

形名 構造 
適用試験片注） 測定範囲

（mm）丸棒直径(mm) 平板 幅×厚さ(mm) 
DT50-50-45
DT50-10-45
DT50-5-45
DT50-2-45
DT50-50-25
DT50-10-25
DT50-5-25
DT50-2-25
DT50-10-10
DT50-5-10
DT50-2-10           

A
C 
C
C
A
C
C
C
B
B
B  

ø23～45 幅40（最大）× 厚さ23～45 

25
5
2.5
1
25
5
2.5
1
5
2.5
1

ø6～25 幅40（最大）× 厚さ6～25 

ø3～10  幅40（最大）× 厚さ0.2～10 

■ 適用試験片の大きさおよび測定範囲


